
华南首台 SiC 功率器件动态测试系统在深圳美浦森正式交付 
 
泰克科技领衔开发的 DPT1000A 功率器件动态特性测试系统一经推出就受到广大科研和企业用户的
强烈关注。近期华南地区首台 DPT1000A 在深圳美浦森正式交付。 

 
美浦森成立于 2008 年，致力于 POWER MOSFET 及碳化硅产品的研发和生产，是全球顶尖碳化硅

MOSFET 生产商之一。为解决自研 SiC 功率器件的测试问题，美浦森投入重金建立专业功率器件测试
实验室，作为补充动态特性测试系统的 DPT1000A，可以有效的解决高速 SiC 器件在动态开关过程
中的特性表征难题，提高测试效率，实现几十项动态参数的自动化测试。 
 
作为全球碳化硅 MOSFET 领先的生产商，美浦森还致力于推进三代半导体功率器件的研发和普及工
作，将内部测试实验室对外开放，为全国功率器件客户免费提供测试环境，帮助全国的用户共同成
长。 
 
DPT1000A 功率器件动态参数测试系统专门用于三代半导体功率器件的动态特性分析测试，旨在解
决客户在功率器件动态特性表征中常见的疑难问题，包括如何设计高速工作的驱动电路，优化系统
寄生参数，如何适配多种芯片封装形式，如何选择和连接探头进行信号测试，如何优化和抑制测试
过程中的噪声和干扰。帮助客户在研发设计、失效分析、进厂检测和试产阶段快速评估器件性能，
更快应对市场需求改善产品性能。也帮助客户快速验证自研驱动电路，加速应用端解决方案落地。 
 
该系统由功率器件双脉冲测试驱动板，高压防护罩，芯片温控系统，泰克高分辨率示波器，光隔离
探头，双脉冲信号源，高压电源和自动化测试软件组成。以交钥匙形式交付客户，可以通过上位机
软件配置测试设备和测试项目，获取测试结果并生成数据报告。系统具备极高的测试灵活性，可以



根据需求定制驱动电路板设计，更改栅极电阻，负载电感等关键器件参数。在保证安全的前提下，
对功率器件的动态参数进行全面精准的测试评估。同时使用了泰克公司最新推出的新五系高分辨率
示波器和专门用于高压查分信号测试的光隔离探头，为三代半导体器件动态特性表征带来更高带宽
和更高测试精度。泰克新五系示波器可以最高支持 8 通道同时测量，对于半桥结构双脉冲测试电路，
可以同时对上下管信号进行同步测试。 
 
该系统中包含泰克独有的光隔离探头 TIVP，它提供了极高的共模抑制比，可以在上管测试中提供更
准确的波形数据。由于上管在工作状态中浮地电压极高，与上管相关的电信号测量在传统测试中通
常非常困难。尤其像幅度较低的栅压信号，或者通过电流传感器读取的上管工作电流，往往叠加在
几百伏到上千伏的高压信号上，使用高压差分探头无法对这类信号进行准确的测量。泰克公司的光
隔离探头彻底解决了这一问题，在提供高达 1GHz 测试带宽的同时，保持 80dB～120dB 共模抑制
比，第一次真实还原出与上管相关的电信号波形。 

 
 
针对系统中高速电流的测试，使用高精度电流传感器，得到更高的电流测试带宽和更准确的电流波
形。同时系统还提供了动态导通电阻测试功能，可以在高速开关状态下对器件的动态导通电阻进行
评估，帮助客户更准确的了解器件动态特性。 
 



 
 
保证测试过程中仪器设备安全也是 DPT1000A 在设计过程中重要考虑到的因素。驱动板与示波器探
头被独立安装在独立的安全防护罩内，从物理上进行隔离，以确保高压大电流工作状态下偶发故障
不会对示波器、信号源和上位机电脑等设备造成损害。另外，由于采用驱动板子板与母板垂直安装
的设计方式，功率器件与示波器探头可以分布在垂直安置的驱动板子板两侧。当测试过程中发生功
率器件炸管现象时，不会将探头等设备损坏，确保客户财产损失降到最低。 
 
DPT1000A 测试系统的驱动电路开发、硬件集成和测试软件研发工作全部在国内完成，客户可以在
当前基础上对系统提出定制化需求，一般组更多种类的功率器件测试需求。同时泰克公司也为客户
提供本地化技术支持与服务，以最快的响应速度确保您的测试顺利完成。 


